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RESUMO

Os avangos na tecnologia e o surgimento de sistemas cada vez mais complexos e
criticos requerem o uso de melhores estratégias de teste, a fim de obter produtos de
software com um melhor nivel de qualidade. A geragdo de casos de teste baseado em
Maquinas de Estados Finitos (MEFs) tem sido extensivamente investigada devido ao
seu rigor e simplicidade. Vérios critérios de teste tém sido propostos na literatura para
gerar casos de teste baseados nas MEFs. Um dos critérios mais antigos, porém, ainda
muito investigado, ¢ o Switch Cover. Como principal caracteristica, o critério Switch
Cover define que todos os pares de transicdes de uma MEF devem ser percorridos, isto
¢, todos os pares de transi¢cdes adjacentes devem ser cobertos. Para isso, um dos passos
principais do critério ¢ conversao da MEF em um grafo (conhecido como Dual Graph),
o qual ¢ balanceado e percorrido com base em um algoritmo que gera um Ciclo
Euleriano. Nesse contexto, considerando a etapa em que um a MEF ¢ convertida em um
grafo, esse trabalho de iniciagdo cientifica teve como principal objetivo investigar
outros algoritmos (busca em largura e em profundidade), além do Ciclo Euleriano, para
geracdo de casos de teste a partir de um Dual Graph. Em termos de validagdo, foram
realizadas andlises nas quais os algoritmos de busca em largura e busca em
profundidade foram comparados com o ciclo Euleriado. Nas andlises, foram
considerados o tamanho do conjunto de teste, nimero de casos de teste e tamanho
médio das sequéncias. Nessa avaliacdo, foram utilizadas MEFs completas geradas
aleatoriamente, bem como MEFs reais de produtos de software de aplicagdes espaciais.
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